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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEI.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the

publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC

étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et National Committees and from the following IEC
dans leg documents cl-dessous: sources:

* PBulletin de la CEI * |EC Bulletin

* Annuaire de la CEI * |EC Yearbook

Publié annuellement
* [Catalogue des publications de la CEl .
Publié annuellement et mis & jour réguliérement

Termipologie
En ce dui concerne la terminologie générale, le lecteur se eaders are refefred to
reporterp a la CEl 60050: Vocabulaire Electrotechnique lectrotechnical Vogabulary
Internatjonal (VEI), qui se présente sous forme de chapi jssued.in the form of separate ghapters
séparég traitant chacun d'un sujet défini. Deg pecific field. Full details of the IEV
complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur de request. See also the IEC
Voir éggdlement le dictionnaire multilingue de la CEI.
Les ternes et définitions figurant dans la présente and definitions contained in the presept publi-
cation pnt été soit tirés du VE e either been taken from the IEV or haje been
approuyés aux fins de cette publica specifically approved for the purpose of this publication.
Symbples graphiques raphical and letter symbols
Pour leg symboles grs, e For graphical symbols, and letter symbols anf signs
signes fl'usage générak app approved by the IEC for general use, readers are referred to
consultgra: publications:

— Ja CEI 60027\ Sy — IEC 60027: Letter symbols to be ysed in

éleg¢trotechnig electrical technology;

- JacC — |EC 60417: Graphical symbols for lse on

sur|le equipment. Index, survey and compilation| of the

feuflles™ndividw single sheets;

- Ja CEl — |EC 60617: Graphical symbols for diggrams;

schgmas;
et pour |estappareils électromédicaux, and for medical electrical equipment,

— la CElI 60878: Symboles graphiques pour - IEC 60878: Graphical symbols for

équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 60027, de la CEl 60417,
de la CEI 60617 et/ou de la CEl 60878, soit spécifiquement
approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant & la fin
de cette publication, qui énumerent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

electromedical equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 60027, IEC 60417,
IEC 60617 and/or IEC 60878, or have been specifically
approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.


https://iecnorm.com/api/?name=c0530ccf01fc89bcf50142bccbc2ceea

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 60747-12-5
STANDARD QC 720105

Premiére édition
First edition
1997-05

pour’photodiodes|pin
ystemes ou soys-

O IEC 1997 Droits de reproduction réservés [ Copyright - all rights reserveld

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni utilisée No part of this publication may be reproduced or utilized in
sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique any form or by any means, electronic or mechanical, including
ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans photocopying and microfilm, without permission in writing from

l'accord écrit de I'éditeur. the publisher.
International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site http: //www.iec.ch

Commission Electrotechnique Internationale CODE PRIX M
International Electrotechnical Commission PRICE CODE
MemayHapoarHana 3nekrpotexHuueckan Komuceua

[ ] Pour prix, voir catalogue en vigueur

For price, see current catalogue


https://iecnorm.com/api/?name=c0530ccf01fc89bcf50142bccbc2ceea

-2- 60747-12-5 © CEI:11997

SOMMAIRE
AV ANT -PROP O L.ttt et et et e e e e e e
A I @ 5 1 L I ] P
RENSEIGNEMENTS NECESSAINES ...uiiit ittt et e ees
Articles
4 Vpleurs limites (systéme des valeurs limites absolues)
5  Claractéristiques électriques et OptiQUES ........cvevvvviiiiiiineeee AN
6 MaArQUAGE ..o e s Ne e N e
7  Riédaction des COMMANAES ... ....uoeiiiiiiiiiieiiiieeii e N e S e e e )
8 Conditions d’'essai et exigences de contréle
Groupe A — Contrdles lot par [0t........coieiiiiii o NG N e r e N e e
Groupe B — Contrdles lot par lot.........oocoevvnn b (o SNEG.D
Groupe C — Contrdles périodiques
9 QGroupe D — Essais d’homologatio
10 Infformations supplémentaires (saufpour inspe
11 Dppcuments de référence...............\......

10
12
14
14
14
16
18
20
24
24
24


https://iecnorm.com/api/?name=c0530ccf01fc89bcf50142bccbc2ceea

60747-12-5 © IEC:1997 -3-

CONTENTS
Page
O g N Y @ T = 5 P 5
L\ I @ 5 1 L I ] P 7
Required INFOrMAatioN ... e e 7
Clause
4  L|miting values (absolute maximum rating system) 11
5 EJectrical and optical characterisStiCs .........ccocoviiiiiiiiiiiiiiiniieeen, 13
6 Marking ...ooeieii e G D . 15
7 Qrdering iNformation .........cooiiiiii e L NG N e et 15
8 Tpest conditions and inspection requirements 15
Group A — Lot-by-lot tests ..., 17
Group B — Lot-by-lot tests ......cooeviiiiii 19
Group C — Periodic tests......cocovveeiiinninnnnne. N2 feen 21
9 QGroup D — Qualification approval ¢ 25
10 Additional information (not for inspet ; 25
11 Rleference documents................... 25



https://iecnorm.com/api/?name=c0530ccf01fc89bcf50142bccbc2ceea

-4- 60747-12-5 © CEI:11997

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -

Partie 12-5: Dispositifs optoélectroniques —
Spécification particuliere cadre pour photodiodes pin
avec ou sans fibre amorce,
pour systemes ou sous-systemes a fibres optiques

1) L4

cgmposée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités\patignayx g a S
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les gue

dgmaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre
Internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'éidd
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organls 'ons i
ngn gouvernementales, en liaison avec la CEIl, participen
étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalis
entre les deux organisations.

2) Lé¢s décisions ou accords officiels de la 2 echniques, représentent,
mesure du possible un accord internatighal s ¢ j atudlié gonné que les Comités ng
nféressés sont représentés dans chaque

3) L¢s documents produits se présentent so e ¢ i i i . lls sont
cqgmme normes, rapports techniques ou gyides et agrég tels par les Comités nationaux.

4)  Dans le but d'encourager I

d¢ facon transparente, dafs tolte : mes internationales de la CEIl dans leurs
nationales et régional \ e de la CEIl et la norme nationale ou rég
cqrrespondante doit étreNpdi A ette derniére.

5) L4 le marquage comme indication d'approbation

=

La NofmeA
électrpnique
semicpndusteurs

Cette [norme est spé
systémes a-fibres optiques.

n'a fi au §€ indicati '
responsabilitéa engagée quangd-unypatéviel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

6) L’gttention est attirée s ai B certaing/des éléments de la présente Norme internationale peuvsg
I'gbjet de droit iété ‘Wtellectuglle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tend
gsponsable de \e pas avoir‘identifié_deAels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existeng

AVANT-PROPOS

(Commission Electrotechnique Internationale) est une organisatjon

&s nationaux de la CEI s'engagent a a

¢ification particuliére cadre pour photodiodes pin pour systémes et

lisation
CEl a
Ans les
Normes
Comité
ales et
llabore
accord

flans la
tionaux

publiés

pliquer
normes
gionale

et sa

nt faire
e pour
e.

4 opto-

tifs a

SOus-

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

47C/152/FDIS 47C/170/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
la spécification dans le systeme CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques

(IECQ).


https://iecnorm.com/api/?name=c0530ccf01fc89bcf50142bccbc2ceea

60747-12-5 © IEC:1997 -5-

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 12-5: Optoelectronic devices —
Blank detail specification for pin-photodiodes
with/without pigtail,
for fibre optic systems or subsystems

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide opgant flization
cgmprising all national electrotechnical committees (IEC National Committes) e j bHC is to
prlomote international co-operation on all questions concerning standardization\\n the € bctronic
fialds To this end and in addition to other activities, the IEC puBijshes ationa D . Their
prieparation is entrusted to technical committees; any IEC National i inte i jept dealt
with may participate in this preparatory work. International, governfuentakand e zations
ligising with the IEC also participate in this preparation. The A i hational
Ofganization for Standardization (ISO) in accordance with £onditions_determi Pen the
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on(techhic s , ble, an
infernational consensus of opinion on thefel fects*sinceg j i bntation

from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of fecom ions_for intefnational use and are published in the
fofm of standards, technical reports or guides and accepted by the National Committees|in that

sgnse.
4)  In| order to promote interqatiohal yhificat ional Committees undertake to apply IEC Interpational
Sfandards transparently to\the “paximum\extent possijbfe in their national and regional standards. Any
divergence between the\|EC 'S esponding national or regional standard shall be| clearly

indicated in the latter.

5) Tle IEC provid for any

equipment declared

6) Altention is dra be the
sybject of pate S.
International : PA7-12- i . [Opto-
electrpnig; di i , i i : i ductor

devicgs.

This s$tandard-is™a_bJank detail specification for pin-photodiodes for fibre optic systems or

subsyptems:

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

47C/152/FDIS 47C/170/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number
in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS —

Partie 12-5: Dispositifs optoélectroniques —
Spécification particuliere cadre pour photodiodes pin
avec ou sans fibre amorce,
pour systéemes ou sous-systémes a fibres optiques

INTRODUCTION

Le systeme CEl d'assurance de la qualité des composants électyoniques fonctionne
confofmément aux statuts de la CEI et sous son autorité. Le but de ce définir
les prpcédures d’assurance de la qualité de telle facon que les compg nts > X livrés

par un pays participant comme étant conformes aux exigences d’ icable
soientl également acceptables dans les autres pays participants i’Autres
essaig.

Cette | spécification particuliere cadre fait partie d’'une sétie U ificatipns particdlieres

cadre$ concernant les dispositifs & semiconducteurs; les publicfations

suivantes de la CEl:

CEI 60747-10/QC 700000: 1991, Dispgsitifs a ixieme partie: Spéciflcation
générique pour les dispositifs discret: >

CEI 60747-12/QC 720100: 1991, /conducteurs — Douziéme partie:

Spécifi

Rensgignements nécessal

Les nombres placés & Nt aux
indications suiv p

Identification de la spé

(1] ification

(2]
(3]

ofination

(4]

reqmse par Ie systeme natlonal

Identification du composant
[5] Fonction principale et numéro de type.

[6] Dessin d’encombrement, identification des bornes, marquage et/ou référence aux
documents correspondants pour les encombrements.
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The |
the st
qualit
partic
equal

This b
device

IEC 6

discrg

IEC 6

SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 12-5: Optoelectronic devices —
Blank detail specification for pin-photodiodes
with/without pigtail,
for fibre optic systems or subsystems

INTRODUCTION

tc quality assessment system for electronic components is operateg’in~accordance with

3
[

D747-12/QC 720100: 1991, Se

optoelectronic devices

Required information

Numb
requir

(1]

(2]
(3]
[4]

f fequired by the national system.

define
y one

ion are

ductor

on for

on for

ms of

detail

Theational number of the detail specification, date of issue and any further information,

Identification of the component

(3]
(6]

Main function and type number.

Outline drawing, terminal identification, marking and/or reference to the relevant

document for outlines.
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[71 Renseignements sur la construction typique (matériaux, technologie principale) et le

boitier.

Si un dispositif posséde plusieurs types de produits dérivés, ces différences doivent étre
indiquées, par exemple les particularités des caractéristiques dans le tableau comparatif.
Pour les dispositifs sensibles aux charges électrostatiques, les précautions nécessaires

a observer doivent étre ajoutées dans la s

pécification particuliére.

[8] Catégorie d’assurance de la qualité conformément au 2.6 de la spécification générique.

Les articles indiqués entre crochets sur les pages suivantes de cette norme, qui correspondent

a la premiere page de la spécification particuli

ere, sont destinés a guider le rédacteur

SpéCi' Ca[iOﬂ TS Te doivent Pas ngurer adrs Ia SPECITICaIIOn partlcunere

de la

[Nom (adresse) de I'ONH responsable [1]
(et éventuellement de I'organisme aupres duquel la
spécifiqation peut étre obtenue).]

[Numéro de la spécifican rtic I|ere

IECQ, plus numéro d?\n et/ te.]

(2]

COMPQSANT ELECTRONIQUE DE ) 3]
QUALITE CONTROLEE CONFORMEMENT A:

Spécifitation générique: CEl 60747-10/
QC 704000

Spécifitation intermédiaire: CElI 60747-12/
QC 724100

[et réféfences nationales si elles sont différentes.]

(4]

uméro

SPECIFICATION PARTICULIERE CADRE PO
AMORCE, POUR SYSTEMES OU SOUS-SYSTEME

[Numérp(s) de type du ou des dispositifs correspo

Renseignements a donner dans les commandes:

(5]

1 Desdription mécanique

Références d'encombrement ou
de boitler

— selgn CEI 60191-2
— natipnales [en I'
d'encorhbrement CEI]:

Dimendions et connexjgrss
(terminpl éventuel coinecté a
[Caractgristiques

Informgtions su
(voir arficle @)

-  typeg, cO
fibre;

— ouvprture numeérigue;
— gaine (primaire et secondaire);

— structureé de la fibre amorce;

odiode pin pour systémes ou sous-systeme
ibres optiques

Matériau semiconducteur: Si, Ge, InGaAs, ...
Matériau d’encapsulation: Métal/verre/plastique]
Application: numérique, analogique, ...

[Certaines caractéristiques importantes peuven
ajoutées.]

[7]

sa

autre

étre

3 Niveaux d'assurance de la qualité

[A choisir dans le 2.6 de la spécification généri

— longueur de la fibre amorce;

— préparation de I'extrémité de la fibore amorce y compris
le connecteur (s'il y a lieu).

[Peut étre transféré ou donné avec plus de détails a
I'article 9 de cette norme.]

Marquage: Lettres et chiffres/code couleur
[Voir I'article 6 de cette norme.]

Indication de polarité, si une méthode spéciale est
utilisée.

(8l

ue.]
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[7]1 Information on typical construction (materials, the main technology) and the package.

If the device has several kinds of derivative products, those differences shall be

indicated, e.g. feature of characteristics is the comparison table.

If a device is sensitive to electrostatic charges, a caution statement shall be added in the

detail specification.

[8] Category of assessed quality according to 2.6 of the generic specification.

The clauses given in square brackets on the next page of this standard, which forms the front

page of the detail specification, are intended for guidance to the specification writer and shall
not be included in the detail specification.

[Name [address) of responsible NAI

(and pdgssibly of body from which specification is

available).]

(1]

[Number of IECQ detail specificgtion
number plus issue number a r date.]

A\

(2]

ELECTRONIC COMPONENT OF
ASSESISED QUALITY IN ACCORDANCE
WITH:

Generi¢ specification: IEC 60747-10/
QC 704qoo0o

Sectiorlal specification: IEC 60747-12/
QC 724100

[and ngtional references if different.]

(3]

National number of detail sp

[This box need not pe
IECQ number.]

(4]

pats

BLANK|DETAIL SPECIFICATION FOR PIN-PH
PIGTAIL, FOR FIBRE OPTIC SYSTEMS OR

[Type qumber(s) of relevant device(s) and, if appr

Ordering information: see clause/7\of this standard.

(5]

1 Mechanical description
Either qutline referen o
- from IEC 60191-2 @
- natiorfal [if there is no |&

Outline|drawing and
(terminpl connectg & g
[Charagteristics¢of optical poxt.]

Informgtio_on My
(pigtail [fibre

- fibre type, coreland_cladd
- numefical aperture;

- coatinjg\(primary/secondary);

[
2 ort description

Pin photodiode with fibre for fibre optic systems of
subsystems

Semiconductor material: Si, Ge, InGaAs, ...
Encapsulation: metal/glass/plastic/other
Application: digital, analogue, ...

[Some important quick reference data may be add

[7]

3 Categories of Assessed quality

[Choose from 2.6 of the generic specification.]

- structure of the pigtail;

- length of the pigtail fibre;

- end preparation of the pigtail fibre including connector

(where appropriate).

[May be transferred to, or given with more details, in

clause 9 of this standard.]

Marking: letters and figures/colour code
[see clause 6 of this standard.]

Polarity indication if special method is used.
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4 Valeurs limites (systéme des valeurs limites absolues)

Ces valeurs s'appliquent pour une diode dans la gamme de températures de fonctionnement,
sauf indication contraire.

[Répéter uniquement les numéros et textes des paragraphes utilisés. D'éventuelles valeurs
supplémentaires sont a donner a I'endroit convenable, sans numéro de paragraphe.]

[Il convient que les courbes figurent de préférence a I'article 10 de la CEIl 60747-12-4.]

Parf- vareuars nmmies Symbore varear Ohité
graphe littéral Min/ m
4.1 Température ambiante ou température de boitier Tamb OU X X Cc
Tcase
4.2 Température de stockage Tstg
4.3 Température de soudage (spécifier le temps de Ts & X
soudage et la distance minimale par rapport au boftier) N
[Les conditions recommandées (température, durée, >\4
etc.) peuvent étre données a I'article 10).]
4.4 Rayon de courbure de la fibre amorce (a la distanc, mm|(cm)
spécifiée par rapport au boftier) 7
4.5 Choc 6 X m/$2, s
4.4 Vibration X m/sf, Hz
4.1 Accélération (s’il y a lieu) X my/s?
4.8fF Force de traction dans I'axe du cab
— structure lache;
résistance F X N
résistance d X
- stru@s
résistanc F X N
4.9 Courant j Vr X X Y
4.10 Courant gonthu dj I X mA(A)
4.1 Fldx éne ®, X mwW (W)
* Pg u@wﬂ 8 flbre%norce.
B
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4 Limiting values (absolute maximum rating system)

These values apply per diode over the operating temperature range, unless otherwise stated.

[Repeat only clause numbers used, with text. Any additional values should be given at the
appropriate place without clause number(s).]

[Curves should preferably be given in clause 10 of IEC 60747-12-4.]

Sub- Limiting values Letter Value Unit
clayse Symbot Min. Max.
4.1 Operating ambient or case temperature Tamp OF \ C
Tcase
4.2 Storage temperature Tstg \\’x> C
4.8 Soldering temperature (soldering time and minimum T4 x X {®
distance to case shall be given)
[Recommended conditions (temperature, duration, ...)
may be given in clause 10.] \/
4.4 Bend radius of pigtail (at specified distance from th r > mn] (cm)
case)
4.5 Shock m/fs?, s
4.6 Vibration Q m/42, Hz
4. Acceleration (where appropriate) np/s?
4.8* Tensile force along cable axis
— loose structure:
tensile strength & F
tensile strength_on F
— tight structu
tensi@n F N
4.9 Reverse v Vr X \Y
4.10 Continupus Yorward Ir mA(A)
4.11 Radi pawenint [oR mWwW (W)
* Fqr deXi S\Kith &% \
RN
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5 Caractéristiques électriques et optiques

Voir les exigences de contrdle a l'article 8 de cette norme.

60747-12-5 © CEI:11997

[Les signes entre parenthéses correspondent aux caractéristiques données «s'il y a lieu» ou en
variantes:

— Les caractéristiques marquées «s'il y a lieu» dans cet article et dans la partie concernant
les contréles doivent soit étre omises soit, si elles sont spécifiées, étre alors mesurées.

— Pour les caractéristiques données en variantes, il est préférable de laisser I'alternative
ouverte pour permettre l'utilisation de la méme spécification particuliere par différents

fabricants ou pays.]
[Répéter uniquement les numéros et textes des paragraphes isés. DRéyenfuelles
caracféristiques supplémentaires sont a donner a l'endroit conve(able \sars méro de
paragfaphe(s).
Lorsque plusieurs dispositifs sont couverts par la méme spécificati artictlierey il convient
d'indiquer les valeurs correspondantes sur des lignes syecessives,, &n ‘¢vit autant que
possilyle de répéter les valeurs identiques.]
[Il convient de présenter de préférence les courbes a art(i%le la CE\ 60747-12-4.]
Para- Caractéristiques et conditions & Tam Symbgle \// \/éxkgur Unité Espayé
grapHe | ou Tease = 25 °C et Vg [spécifié), liptér in. . en $ous-
sauf indication contraire grqupe
5.1 Sensibilité & Ap, AN spécifié 3 N X X 2) AIW A2b
5.2.] Courant d’obscurité inverse (1) D X nA A2b
®, = 0, Vg spécifié 3)
5.2.1 Courant d'obscurité Ig 12) X HA gz2b
®, =0, Vg spéci
T'= Tamb,max OU
5.3 Tensio X \% A2a
5.4 Réflectance X dB A3
5.5 X pF d2a
5.6 X pA/Hz1/2 d2a
Soit
5.7.1 Temps de utation & Vg, Ap, AA,
R spécifié, flux énergétique absorbé
par impulsion de pointe ®g, et flux
energetique résiduel ®g,:
— temps de croissance t X ns C2a
— temps de décroissance t X ns C2a
ou Fréquence de coupure en petits
5.7.2 signaux a Vg, R, Ap, AA, O f, X MHz (GHz) C2a
spécifiés 3)
Y sauf indication contraire, Vr doit &tre identique pour toutes les caractéristiques.
2 gily a lieu.
3 @ est appliqué uniqguement a l'acces optique spécifié du composant. Aucune autre partie du composant
ne doit étre éclairée. La raison en est que dans plusieurs cas, I'éclairement d’autres parties du composant
peut introduire des erreurs de mesure, surtout si la diode a un anneau de garde ou si une propagation
anormale dans la gaine de la fibre amorce est éliminée par des moyens adaptés. «L'accés optique», défini
dans la spécification particuliere, est essentiel pour I'application; il est directement lié a la source de lumiére.
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5 Electrical and optical characteristics

See clause 8 of this standard for inspection requirements.

[Signs between brackets correspond to characteristics given as "where appropriate" or as

alternatives:

— Those characteristics marked "where appropriate" in this clause and in the inspection
section shall either be omitted or, if specified, shall then be measured.

— For equivalent characteristics given as alternatives, the choice should preferably be left
open to allow the use of the same detail specification by different manufacturers or

coyintries:]
[Repept only clause numbers used, with text. Any additional values at the
appropriate place without clause number(s).
When|several devices are defined in the same detail specificati s$hould
be givien on successive lines, not repeating identical values.]
[Curves should preferably be given in clause 10 of IEC 60747-1
Sub Characteristics and conditions at Letter \Me Unit Tepted
clauge Tamb OF Tcase = 25 °C and Wr symbol i ax. in supgroup
[specified”], unless otherwise stated f\ /\
5.1 Responsivity at specified Ap, AA 3) S < b k AIW A2b
5.2.] Reverse dark current (1) N ( X nA A2b
®, =0, Vg specified 3
5.2.1 Reverse dark current (2) 2) X HA gzb
®, =0, VR specifie
T'= Tamb,max OF Tcasd
5.3 Forward voltageg atspecified /¢ X \% A2a
5.4 Return lggs\(condjtions uhd L X dB A3
considera
5.5 i ) Ciot X pF g2a
5.6 In X pA/Hz1/2 d2a
Either
5.7.1
AR, inputradiant pulse peak
pewer ®., and offset radiant power
Dot
— rise time t X ns C2a
— fall time t; X ns C2a
or Small signal cut-off frequency at
5.7.2 specified Vg, R, Ap, AA, @ 3 fe X MHz (GHz) C2a
D vk shall be the same for all characteristics, unless otherwise stated.
2 Where appropriate.
% o is applied to the specified optical port of the device, only. No other part of the device shall be
irradiated. Reason: In several cases, the irradiation of other parts of the device may introduce measuring
errors, specially when the diode has a guard-ring or when abnormal propagations in the cladding of the fibre
pigtail are eliminated by suitable means. The “optical port”, defined by the detail specification writer, is
essential for the application; this also applies to emitting devices.



https://iecnorm.com/api/?name=c0530ccf01fc89bcf50142bccbc2ceea

-14 - 60747-12-5 © CEI:11997

6 Marquage
[Informations effectivement portées sur le dispositif et sur son emballage primaire.]

[Toute information particuliere autre que celle figurant dans la case [6] (article 1) et/ou en 2.5
de la CEI 60747-10 doit étre spécifiée ici.]

7 Rédaction des commandes

[Sauf mdication caontraira las mnfarmatiane ciiivvantac caont ndcaccairg
HeHeaHe R —6oHaH-e— HH-GH R aHORS—SHHaH SR SSaH

dispogitif spécifique:

o

— huméro de type précis;
— référence IECQ de la spécification particuliere avec numéro 4'éd;ti 'ily a

— foute autre particularité.]

8 Copditions d’'essai et exigences de contréle

[Elles| figurent dans les tableaux s 3 acifi et les
conditions particuliéres d'essai a utilis 2 2 indigations
données dans la CEl 60747-5. Un «x» dans leta i i ' a indiqlier en
spécifjcation particuliére.]

nvient
es sur des lignes successives, en ¢vitant
es valeurs identiques.]

[Lorsdue plusieurs disposqti
d'indiquer les conditio
autant que possible de|r

[l convient que@w i ¢ janteS d'essai soit laissé ouvert, sauf si des rgaisons
technigues sérieuses 3 pat; Jbien que ces essais ne soient pas strictement
équivalents, ils visept s'assurer qu'un dispositif est correctement fabriqug. Les

variantes ont ét& pr& ) enir/compte des divers appareillages ou des méthodes de
mesule en usa S

[Dans c,e’f\a{tl lexdes’ noméros de paragraphes donnés en référence se rapportent a la
spécification géhérigiie CEY 60747-10, sauf mention contraire, et les méthodes d'essai[citées
sont tirées des3:4de Ya spécification intermédiaire.]

[Pour|les exigences d'échantillonnage, se reporter a, ou reproduire les valeurs de 3.7| de la
CEIl 6p¥747-12, spécification intermédiaire, en fonction de la catégorie de qualité corjtrolée
applicatiteT

[Pour le groupe A, le choix entre les systéemes NQA et NQT doit étre indiqué dans la
spécification particuliére.]

[Les limites minimale et maximale correspondantes du groupe A sont notées ultérieurement
LIS et LSS dans les groupes B et C (limites inférieure/supérieure de spécification).]
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6 Marking

[Information actually marked on the device and on the primary pack.]

[Any particular information other than given in box [6] (clause 1) and/or 2.5 of IEC 60747-10,
shall be given here.]

7 Ordering information

erwise

speC|f

CoTrrto—orevTo

ed:

precise type reference;
ECQ reference of detail specification with issue number and/c
category of assessed quality as defined in IEC 60747-12;
any other particulars.]

8 Test conditions and inspection requirements

[Thes¢ are given in the following tabl to be
used ghall be specified as required fot a est in
IEC 60747-5. An "X" in the table shows that a*vals iqn.]
[When several devices are included i specification, the relevant condlitions
and/of values should be given on s vhere possible avoiding repetitjon of
identi¢al conditions and/orva

[The Ethoice between i i preferably be left open, unless very [sound
technical reason b| JtR h tests are not strictly equivalent, they are mgant to
achieye the sam uIt R arexto’assesg the correct manufacture of a device. Alternatives
are piovided to ta Rt differemt equipments or methods of measurement uged in
various countries.

[In thik clausg! refexen clause numbers is made with respect to the generic specifi¢ation,
IEC 60747-10, unless. oi“hermse/stated and test methods are quoted from 3.4 of the segtional
- fv

[For gamplingxequirements, either refer to, or reproduce, values of 3.7 of IEC 60747-12,
sectiohal specmc ¢ according to applicable category of assessed quality.]

[For droup A, the choice between the AQL and LTPD system shall be stated in the|detail

specif

cation.]

[The relevant minimum and maximum limits of group A are referred to later on, in groups B and
C as LSL and USL (lower/upper specification limit).]
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Groupe
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A

Contréles lot par lot

Tous les essais sont non destructifs (3.6.6).

Examen

Symbole littéral

Référence

Conditions & Tymp OU Tease =
25 °C et VD spécifié?),
sauf indication contraire

Exigences/

limites de contrdle ou

d'essai

Min.

~ £z

Sous-g

Essais
chaque

FRT=Y A0
SO
ESD sur
plague

O e-Speemt

Sous-g
Exame

oupe Al
h visuel externe

Spécification génériqu )
4.2.1.1 (\

Sous-g
Disposi

oupe A2a
tifs inopérants®

Sous-g

Col
d’obscy

Sen

oupe A2b

rant
rité inverse (1)

sibilité

Ir (1)

S

CEI 60747-5

CEI 60747-5

ON
2\

SN
>
D

Sous-g
[si requ

— Factg
— Capa|

soit:
—temp
commu

soit:

- fréqu
coupur
signau

oupe A3

ur d’adaptation

Cité totale

de
tation

ence de <

e en petits

is par la spécification particuliere]

AN, R, flux

énergétique absorbé par
pulsion de pointe ®g; et

flux énergétique résiduel ®,,

spécifié

Ve, RL Ap, DA, @, spécifiés

1)

2)

y-adieu.

s cofnditions d’esSai sont données a l'article 5 de la présente norme.

Max.

x 3)
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Group A
Lot-by-lot tests

All tests are non-destructive (3.6.6).

Examination Letter symbol Reference Conditions at Tanp OF Tease = Inspection or test
25 °C and Vg1 [specified?)], requirements/limits
unless otherwise stated
Min. Max.
Subgropp-A6
ESD tept on each As specified
wafer
Subgropp Al )
Externdl visual Generic specificatiog’4. 2, I\
inspectjon

Subgroup A2a
Non-opezr)ative

deviceq
Subgropp A2b
- ReVerse dark Ir (1) IEC 60747-5 X
current|(1)
- Regponsivity S IEC60%47-5 x 3)
Subgroup A3
[if requfred by the detail specification]
— Retunn loss R X
— Total|capacitance Ciot .5 0, f, Vg specified X
either: t et t R )\p, AN, R, input radiant X
- switching times pulse peak power ®¢; and
offset radiant power @,
specified
either: % VR, RL Ap, AA, &, specified X
- smallfsignal cut-off
frequercy (
2 Vi shall be reallchabgcteristics, unless otherwise stated.
2 Npn-operatives ar fined as\{oJlows:
-k ygher'thal 100 times the specified value;
- yvron

- ppen gircuit: Vg VEmax:
The fest-Conditions are given in clause 5 of this standard.

3) Where nlnlnrnlnriafp
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Groupe B

Contréles lot par lot

LIS = Limite inférieure de la spécification

O
U Groupe A

LSS = Limite supérieure de la spécification [

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6).

60747-12-5 © CEI:11997

Examen ou essaj Référence Conditions 3 Towmp ou T, =258 °C Exigences/limites du
sauf indication contraire contrdle
\& Min. \l Max.

Sous-gfoupe Bla
Dimendions Spécification générique

4.2.2/annexe B (Voir-artisle 14
Sous-gloupe Blb se [§])
Dimendions relatives au Comme spécifié
systémg optique
Sous-gfoupe B3 (D)
Pliage fles fils, y compris de la [ CEI 60749, Force =AVQINC 7 Pas de détérioratipn
fibre amorce s'ily a lieu 1, paral.2)
Sous-gfoupe B4 (D) U
Soudalilité, s'il y a lieu CEI 60749 hComine spécifie Bon mouillage

ch. I, par. 2.[

Sous-gfoupe B5 (D) \ ; \/
Changgment rapide de Co spécjfié
température suivi par
soit: Comme spécifié
- essaifcyclique de chraleur
humidelavec mesure ale
IR (1) O LSS
.S J Comme en A2b LIS
LR (2)Y o LSS
soit:
— étandhéité
I C 0749,
(bottier etz(@he\s ulexgent ch. 11l art, 7
Sous-gfoupe \
Endurapce électriqu 168 h, fonctionnement électrique a
Tamb, max OU Tcase, max
®e = 0; V et Ir spécifiés
avec mesureés finales: _
- RrR{ = 1,2 LSS
R() OComme en A2b ou 2 VID?
- s . 0,8 LIS
Sous-groupe ESD (D)
avec mesure finale: comme spécifié
- R
10 vID?
Sous-groupe RCLA Informations par attributs pour B3,
e B4, B5 et B8
Rapports certifiés de lots
acceptés

b gl y a lieu.

2) «VID» indique la valeur individuelle de chaque échantillon controlé.
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LSL = Lower specification limit O
UGroup A
USL = Upper specification limit U

- 19—

Group B

Lot-by-lot tests

Only tests marked (D) are destructive (3.6.6).

Examination or test Reference Conditions at Tamb Or Tcase = 25 °C, Inspection
unless otherwise stated requirements/limits
_—Min. | Max.
Subgropp Bla \(
Dimendions Generic specification <
4.2.2/appendix B /\ (Ser _clayse N
Subgrolp B1b x[6
Optically related dimensions As specified (\
Subgrolp B3 (D) \
Lead bénding, including fibre IEC 60749, Force = (see |IE 7 chapiern 1 o gamage
pigtail if applicable clause 1, subgfause Id
Subgropp B4 (D)
Soldergbility, if applicable IEC 60749 As spegifie Good wetting
chapter I,
subclause 2.
Subgrolp B5 (D) N N
Rapid dhange of temperature IEC 60749, As specifie
followed by chapter IIl,
ause 1
either:
- damp|heat, cyclic
with final measurements: LIS usL
- IR (1)
.S USsL
LR (2)Y
or:
— sealing
(hermetic package only)
Subgro
Electrig 168 h, electrical operation at
Tamb, max OF Tcase, max
de = 0; Vet Ir specified
with final measureme 0
- RRQ) 12 LSS
g As for A2b orb IVD2
- S 0,8 LIS
Subgroup ESD (D)
with final measurement: As specified
- IR 10 1VvD2)
Subgroup CRRL Attributes information for B3, B4,
. B5 and B8
Certified records of released lots

Y Where appropriate.

2} «lvD” means the individual value of each tested sample.
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Groupe C

Contr6les périodiques

LIS = Limite inférieure de la spécification

O
U0 Groupe A

LSS = Limite supérieure de la spécification [

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6).
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Examen oll essai Référence Conditions 3 Togp ou T, =25 °C Exigences/limites du
sauf indication contraire contrdle
(voir les spécifications génériques a
I'article 4)
faN
/\ \MQ \l Max.
Sous-gfoupe C1 \/
Dimendions Spécification générique Voir afticle 1,
4.2.2/annexe B < casq [6])
Sous-gfoupe C2a \ )
Caractgristiques électriques et
optiquels
— Courant de bruit (/y) X
soit
temps (le croissance (t,) X
temps ¢le décroissance () X
soit: X
fréquer|ce de coupure (f,) /\(\ X
. opin X
— Capakité totale (Cgp) VU et fréquence spécifiés
— Factdur d’adaptati ) /> A I'étude X
Sous-gfoupe C2b
— Courant d'obscurité ii\erse ®e = 0; Vr 1) spécifié X
(2) (Ir (2)) T = Tamb, max OU Tcase, max
Sous-g B‘)\
Solidité CBV60749, ch. | Comme spécifié . Pas de détériforation ou
I, art. 1 [Peut ne pas étre nécessaire pour des comme shécifié
— pliagdg encombrements spéciaux comme ceux
de tracii des dispositifs miniaturisés.]
— pliags
essai de traction
avec mesute’finale: Comme en A2b LIS
-S
Sous-groupe C4 (D)
Résistance a la chaleur de CEI 60749, ch. | Comme spécifié
soudage Il, par. 2.2
avec mesures finales:
— examen visuel Comme en Al
- IR (1) O LSS
-S gComme en A2b LIS
-R(2)3 O LSS

(suite)
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